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Сучасний розвиток медицини вимагає створення нових приладів 
для діагностики та терапії із застосуванням потоків заряджених 
частинок і фотонів. Такі методи достатньо ефективні, але існує задача 
локалізації впливу іонізуючого випромінювання на живий організм. 
Прикладом цьому є рентгенівська томографія. Зменшення впливу 
іонізуючого випромінювання на біологічний об’єкт можливо 
досягнути шляхом застосування точкових джерел монохроматичного 
рентгенівського випромінювання, створених за допомогою 
сфокусованих електронних пучків [1]. 
Метою даної роботи є визначення оптимальних параметрів 
аксіально-симетричної електронної пушки з енергією електронного 
пучка (ЕП) 10÷30 кеВ. 
Для досягнення поставленої мети були вирішені задачі: чисельного 
моделювання параметрів конфігурації електронно-оптичної 
системи (ЕОС); визначення величин фокусуючого потенціалу для 
формування оптимальних розмірів ЕП в кросовері при максимальному 
проходженні ЕП через прохідний отвір анода визначеної ЕОС; впливу 
просторового заряду на динаміку ЕП. 
В результаті роботи запропонована нова конфігурація ЕОС. 
Проведені дослідження показали, що при оптимальних значеннях 
напруги на електродах форма профілю пучка наближена до 
нормального розподілу, при цьому розміри пучка в кросовері 
складають 0,04÷0,06 мм. Було встановлено, що для робочих режимів 
прискорюючої напруги U=10÷30 кВ і струму пучка ≈1 мА впливом 
просторового заряду на динаміку ЕП можна знехтувати. 
Обрана конфігурація ЕОС може бути застосована при створенні 
монохроматичних джерел рентгенівського випромінювання у 
рентгенівських мікротомографах та експериментальних установках. 
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